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Slovni vyjadfeni, komentare a pfipominky oponenta:

Pfedlozena prace se zabyva studiem nevypafovanych getru na bazi Ti, Zr a V metodou SIMS. Tato
problematika byla studovana pfedevgim v souvislosti pouziti techto getru ve vakuove casti noveho
urychiovace LHC CF.RN. Prvni cast prace je venovana problematice ziskavani extremne vysokeho vakua
pomoci vyparovanych a nevypafovanych getrG. Jsou zde popsany nektere fyzikalni procesy uplatnujici se
pfi procesu cerpani u tohoto typu vyvev. V teto teoreticke casti je pfedstavena metoda SIMS, ktera byla
stezejni analytickou metodou v praci doktoranda. Experimentalni cast prezentuje doktorandovi vysledky
casove narocne analyzy sesti vzorku pfipravenych v CERN a tfi pfipravenych na jeho pracovisti. U techto
vzorku byla provedena analyza dalsimi metodami (XPS, EELS). Z prace vSak jednoznacn6 nevyplyva, do
jakc miry se doktorand ucastnil mefeni temito metodami. Dosazene vysledky ziskane metodou SSIMS



povazuji za velmi zajimave a obohacujici studium nevypafovanych getru. Vypovidajici hodnota techto
vysledku byla posilena metodou SRPES, XPS a EELS. O kvalite provedenych mefeni a zajimavosti tematu
svtJdci ctyfi publikace v recenzovanych casopisech, z nichz u poloviny je doktorand hlavnim autorem.
Krome experimentalni prace se autor podilel na inovacich pouziteho zaffzeni SIMS.

Domni'vam se, ze doktorand J i f i Drbohlav pfedlozil praci splnujici pozadavky vSdecke cinnosti a
z tohoto duvodu doporucuji udeleni akademickeho t i tu lu Ph.D.

Pro uplnost a diplomantovo zamysleni uvadini nektere me po/namky k textu:

- Na obr 4.1 se vyskytuji desetine tecky vedle spravnych desetinnych carek.

- Na str. 44 je uveden chybnS odkaz na Hteraturu.

- Za popiskem nekterych obrazku chybi tecka.

- Pfi uvadeni vzorcu ve vfitS je vhodne dodrzovat interpunkci.

- Caste chyby pfi interpunkci u spojek ,jak", ,,kde" a ,,kdy".

V clanku [36] je uvedena j ina energie primarnich iontu (2 keV) pfi m6feni nez v disertacni praci
(1 keV), ktera popisuje ta stejna mefeni.

Pripadne otazky pfi obhajobc a namely do disku/c:

• Na str. 26 je uvedeno: ,,S vhodnym technickym vybavenim Ize v obou pfipadech (min^no DSIMS a
SS1MS) provadet mapovani povrchu a casleCnS i objemu zkoumaneho vzorku." Jak Ize mapovat
castecng objem metodou SS1MS?

• V souvislosti s analyzatorem doby letu (TOP SIMS) na str. 31 je uvedeno: ,,Odprasene castice jsou
urychleny na stejnou energii, a pak vpusteny do driftoveho prostoru." Opravdu je mozne, aby odprasene
castice mohly byt urychleny na stejnou energii, respektive co je mineno terminem ,,stejnou"? Co
znamena v teto souvislosti pouzity termin ,,energeticka fokusace"?

• Na str. 58 je popsan zpusob odhadu sifky stopy pomoci optickeho mikroskopu a multi-vrstvy Sn-In-Pd,
na ktere je pozorovatelny kontrast mezi odpra§enou a neodpra§enou casti vzorku. Toto m^feni mi
nepfipada pfilis vhodne, protoze uvadene rozmery jsou zavisle na dobS odpragovani. Uvad6t je
s mikrometrovou pfesnosti je z tohoto duvodu nevhodne.

• Na str. 59 je uvedeno, ze mereni hloubkovych profilu je tfeba brat orienta£ne\i znacnym
komplikaci'm spojenych s mirnou deformaci vzorku. Prosim vysv£tlete, o jake komplikace se jednalo.

• Na str. 54 je zminena obtizna dekompozice castic detekovanych na stejne hmotnosti (hmotnostni
interference). Jak Ize tuto dekompozici provest?

Praci doporucuji pro pfijeti k obhajob^ a doporucuji udeleni titulu Ph.D.
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